
Ｓ４３００ＳＥ（日立）

トランスファーベッセル

■大気非暴露ＦＥＳＥＭの特徴

試料装着後

・ＥＤＸ，ＥＢＳＤ解析も

可能。

・ＮＢ５０００（ＦＩＢ-ＳＥＭ）

との共通ホルダーを搭載。

試料の付替え無しに

ＦＩＢ，ＳＴＥＭ解析も

可能。
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■負極のＦＥＳＥＭ観察像

■充電状態負極のＥＤＸ分析，元素マッピング像

・充電によりグラファイト表面の微細な隆起が粗大化した。 （Ｌｉ挿入の影響）

・添加剤由来と考えられるＳが確認された。

・Ｌｉ塩由来のＦ，正極溶出成分であるＣｏが活物質上に均一に存在した。

大気非暴露下でリチウムイオンの挿入・脱離に伴う
活物質表面の形態変化を詳細に観察可能

大気非暴露下でリチウムイオンの挿入・脱離に伴う
活物質表面の形態変化を詳細に観察可能

大気非暴露ＦＥＳＥＭを用いた負極の構造解析

マッピングエリアのＥＤＸプロファイル

ＦＥＳＥＭ像 マッピング〔Ｃ〕

マッピング〔Ｃｏ〕

マッピング〔Ｏ〕

マッピング〔Ｆ〕

Ｃ
Ｏ

Ｆ

Ｃｏ

Ｐ

Ｓ

Ｃｏ

Ｃｕ

メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社 分析評価事業部
〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 TEL：092-805-3834(代表) FAX：092-805-3839


